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摘要(译)

本发明涉及一种分析介质的方法，以便根据所述区域的内容标记所述介
质的区域，该介质暴露于超声信号。该方法包括借助于一组元件接收回
波描记超声信号的步骤，从而定义一组接收信号，用于关联由该组元件
中的两个元件接收的至少一对信号的步骤和起始来自所述介质的至少一
个区域的步骤，用于分析作为两个元件之间的距离的函数的最大相关值
的步骤，由此接收相关信号，所述分析步骤使得能够检测所述区域中存
在相干反射器所述介质的一部分，以及根据分析步骤的结果标记该区域
的步骤。本发明使得二进制图像能够由噪声数据源自的介质形成，二进
制值根据相干反射器的检测而归因于图像。应用：超声设备，特别是用
于医疗领域。
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